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Einleitung

Integrierte Schaltungen (ICs) werden in einer langen Abfolge von
hochprdzisen und daher fehleranfdlligen Verarbeitungsschritten
hergestellt. Jeder IC muss strenge elektrische Tests durchlaufen, um
fehlerhafte Teile auszusortieren und dem Kunden die Qualitat des
Ausgangsprodukts zu garantieren. Der Bereich 'Design-for-Test' (DfT)
konzentriert sich im weitesten Sinne auf die Entwicklung wirtschaftlich
angemessener Tests fUr ICs. Die Tests mUssen eine ausreichende Qualitat
zu akzeptablen Testkosten gewdhrleisten, die dem
Zielanwendungsbereich entsprechen (z.B. haben drahtlose
Verbraucherprodukte weniger strenge Qualitdtsanforderungen, aber
auch andere Testkostenbudgets als medizinische oder Luft- und
Raumfahrtprodukte).

Analoge und Mixed-Signal-ICs (A/MS) erfordern andere Tester als
digitale ICs und auch andere DfT-Techniken, Messungen der Testqualitat,
Fehlersimulationen und Testprogramme. Bis vor kurzem gab es nur sehr
wenig Automatisierung, um diesen Unterschieden gerecht zu werden.
Das lag vor allem an der mangelnden Standardisierung bei der Definition
von analogen Fehlern und Defekten, der Messung des Abdeckungsgrads
eines Tests, dem Testzugang zu ICs und der DfT-Schaltung. In diesem
Kurs werden die Prinzipien der praktischen A/MS-DfT und -Tests sowie
die bevorstehenden |[EEE-Standards vermittelt, die jetzt systematische
Lésungen und schlieBlich eine weitaus stdrkere Automatisierung
ermdglichen.

Dieser Kurs wird von einem weltweit anerkannten Referenten auf diesem
Gebiet mit umfassender wissenschaftlicher und industrieller Erfahrung
gehalten: Stephen Sunter, Engineering Director fur Mixed Signal DfT bei
Siemens EDA.

Sein Kurs zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass:

- Es ist duBerst praktisch: Es kombiniert spezifikationsbasierte und
strukturelle Tests fur Herstellungsfehler und funktionale Sicherheit;
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- es hat einen Schwerpunkt auf Industriestandards: aktuelle Details zu
IEEE 2427 (Fehlerabdeckung) und P1687.2 (analoge IJTAG);

- er wird von jemandem unterrichtet, der seit fast 50 Jahren im Bereich
A/MS-Design, -Test und -DfT arbeitet und Vorsitzender oder
stellvertretender Vorsitzender der drei IEEE-Arbeitsgruppen fir A/MS-
DfT-Standards war.

Diese Schulung ist sowohl als offener Kurs als auch als firmeninterner Kurs
verfldgbar. Fdr die Schulung in lhrem Unternehmen kann das Training an
lhre spezielle Situation und Ihre Anforderungen angepasst werden.

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich mit DfT und dem Test von A/MS
ICs beschaftigen: Entwicklungsingenieure fur analoge und Mixed-Signal-
ICs, Test- und Produktingenieure und DfT-Ingenieure. AuBerdem:
Testforscher, Entwickler von Testmethoden, Entwickler von
Testwerkzeugen und deren Manager!

Erforderliches Hintergrundwissen:

- Bildungsniveau: Fachhochschule / Universitat in Elektrotechnik oder
Informatik;

- Vertrautheit mit dem Design, der Herstellung und dem Testen von
analogen ICs und damit verbundenen Statistiken;

- Empfohlen: mehrere Jahre industrielle Praxis.

Zielsetzung

Nach dem Kurs wird der Teilnehmer:

- die Trends und Herausforderungen bei der Prifung auf
Herstellungsfehler im gesamten IC-Produktentstehungsprozess zu
verstehen;
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- die vorherrschenden IC-Fehlerarten (Kurzschlisse, Unterbrechungen,
parametrische Fehler) und die dazugehdrigen Simulationsmodelle
kennen;

- die Rolle der Simulation bei der Fehlermodellierung kennen und wissen,
wie die Fehlerabdeckung in einer praktischen Zeitspanne gemessen
werden kann;

- die Anforderungen der IEEE 2427 fur die Meldung der Fehlerabdeckung
kennen;

- die Grundlagen der Messung von ISO 26262-Metriken fur funktionale
Sicherheit verstehen;

- kennen Techniken, die den analogen Teil eines ICs besser testbar
machen: Testzugriffsports, analoge Testbusse, Rekonfiguration, serielle
Schieberegister zur Ubertragung von Steuerung und Ergebnissen, Mixed-
Signal-Wrapper, Wiederverwendung von On-Chip-Ressourcen und Built-
In Self-Test (BIST);

- wissen, wie man Mixed-Signal-Testzugdnge und Tests gemdB IEEE
P1687.2 beschreibt;

- das Konzept der automatisierten Testprogrammerstellung aus einer
generischen Mixed-Signal-Testsprache kennen;

- in der Lage sein, eine begrindete Auswahl aus den verfugbaren
Design-for-Test (DfT)-Techniken fir Spezifikations- und Strukturtests zu
treffen.

Methoden

Das Vortragstempo lasst durchgehend Zeit fur detaillierte Fragen zu
praktischen Analog-/Mixed-Signal-Tests und DfT-Herausforderungen.
Kursmaterial: Vorlesungsskript.
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Nachmittag 1: Mixed-Signal Df T und BIST: Trends,
Herausforderungen und L6sungen

- Einleitung

- Trends und Herausforderungen bei analogen Tests und DfT

- Trends und Herausforderungen bei analogen DfT-Standards

- Trends und Herausforderungen beim analogen BIST

- Grundlegende Prinzipien der praktischen analogen DfT und BIST
- Der Weg zu praktischen Lésungen

- Struktureller Test

- Schlussfolgerungen

Nachmittag 2: Analoge Fehlermodellierung und Messung der
Fehlerabdeckung

- Einleitung

- Analoge Fehler und Terminologie

- Analoge Fehlerinjektion fir die Simulation
- Defekt Gewichtung

- Defektsimulation und Schdtzung von DPPM

- Diagnose von unentdeckten Fehlern zur Verbesserung der Abdeckung
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- Messen von ISO 26262-Metriken

- Schlussfolgerungen

Nachmittag 3: Systematische analoge Df T und Testgenerierung
- Einleitung

- Systematische Strategien des DfT

- Uberblick Uber IEEE 1687 und P1687.2

- Instrument Connectivity Language (ICL) zur Beschreibung des
Testzugriffs

- Prozedurale Beschreibungssprache (PDL) zur Beschreibung von Mixed-
Signal-Tests

- Streaming von Daten zu DACs und von ADCs
- Analoges IJTAG-Praxisbeispiel

- Schlussfolgerungen
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"Die wichtigsten
Dinge, die ich gelernt
habe: Verschiedene
IEEE-Spezifikationen,
wie man mit der
Abdeckung umgeht
und verschiedene
Testtechniken."

Marwin van de Hoeve -
Nexperia

Was die Teilnehmer sagen

"Ein guter Einstieg in
die analoge DfT; es gibt
einen Uberblick Gber
die Vorgdnge bei der
analogen DFT-Prifung
aus dem
Hubschrauber. Ich

habe jetzt einen
Ausgangspunkt fur die
Lektlre, um in die Tiefe
zu gehen. FUr mich ist
vor allem der Teil Gber
die Uberprifung der
Fehlerabdeckung, wie
man sie verbessert
und wie man damit
umgeht, wichtig."

Paulo Lookman -
Nexperia
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Bereit, sich zu registrieren?

Buchen Sie lhren Platz Uber unsere Website oder machen Sie eine
vorlaufige Buchung, um lhren Platz zu halten, wahrend Sie lhre Plane

abschlieBen.

Haben Sie Fragen?

Wir freuen uns, Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Kurs zu helfen.
Kontaktieren Sie uns unter training@hightechinstitute.nl oder rufen Sie
uns unter +31 85 401 3600 an.

Uber High Tech Institute

Seit mehr als 15 Jahren hilft High Tech Institute Ingenieuren und Tech-
Professionals, die Fahigkeiten zu entwickeln, die fir den High-Tech-
Bereich erforderlich sind. Durch expert-gefdhrte Trainingsprogramme, in-
company-Kurse und Industrie-Veranstaltungen kombinieren wir tiefes
technisches Fachwissen mit praktischer Anwendung.
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